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5 Décembre à 10h30 
Soutenance de M. Doyoung JANG pour une thèse de DOCTORAT de l’Université de Grenoble, spécialité 

Nanoélectronique et Nanotechnologie intitulée : Transport properties and low-frequency noise in low-dimensional 

structures / Propriétés de transport et bruit basse fréquence dans les structures de basse dimensionalité.  

 
Lieu : Korea University - Engineering Building – Room 240 - Anam-Dong - Seongbuk-Gu - SEOUL – 
SOUTH KOREA  
 
Thèse préparée dans le laboratoire IMEP-LAHC, sous la direction conjointe de M.G. GHIBAUDO et L. MONTES. 

 
R E S U M E  D E  T H E S E  (en 10 lignes maximum) 

Les propriétés électriques et physiques de structures à faible dimensionalité ont été étudiées pour des applications 
dans des domaines divers comme l’électronique, les capteurs. La mesure du bruit bruit à basse fréquence est un outil 
très utile pour obtenir des informations relatives à la dynamique des porteurs, au piègeage des charges ou aux 
mécanismes de collision. Dans cette thèse, le transport électronique et le bruit basse fréquence mesurés dans des 
structures à faible dimensionnalité comme les dispositifs multi-grilles (FinFET, JLT…), les nanofils 3D en Si/SiGe, les 
nanotubes de carbone ou à base de graphène sont présentés.  Pour les approches « top-down » et « bottom-up », 
l’impact du bruit est analysé en fonction de la dimensionalité, du type de conduction (volume vs surface), de la 
contrainte mécanique et de la présence de jonction metal-semiconducteur.   
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 Fait à Grenoble, le  18 Novembre 2011 


